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Podrecznik Statystyki Patentow - OECD Patent Statistics Manual

W ostatnim czasie statystycy i analitycy zajmujacy si¢ zbieraniem danych i
opisywaniem funkcjonowania systemow nauki, techniki i innowacji otrzymali, po kilku latach
oczekiwan, dwa nowe narzedzia pracy umozliwiajace rozwoj statystyki patentow w celu
udoskonalenia pomiaréw aktywnosci wynalazczej stanowiace] wazny element dziatalno$ci
innowacyjnej. Narzedzia te to baza danych PATSTAT oraz stanowiacy jej uzupetnienie podrgcznik
»OECD Patent Statistics Manual” bedacy rozlegtym kompendium wiedzy niezbgdnej do
opracowywania statystyk dotyczacych dziatalnos$ci wynalazcze;.

LOECD Patent Statistics Manual”, wydany' w lutym br. przez OECD (Organizacja
Wspoétpracy Gospodarczej i Rozwoju), stanowi udoskonalona, znaczaco poszerzona i
zaktualizowana wersj¢ pierwszej edycji tego podrecznika, ktora byta, chronologicznie rzecz biorac,
trzecim z serii miedzynarodowych podrecznikow metodologicznych z zakresu statystyki nauki i
techniki zwanych potocznie Frascati Family Manuals. Wydany w 1994 r. podrecznik ,,Patent
Manual” stanowil pierwszy krok na drodze do celu, jakim jest opracowanie zharmonizowanych
zasad statystyki patentéw jako jednego z waznych narzedzi w systemie pomiarOw zmiany
technologicznej 1 innowacyjnosci.

Statystyka patentow jest jednym z dziatow statystyki nauki i techniki (N+T) stluzacym
do pomiarow efektow dziatalno$ci innowacyjnej i to dziatalnoéci innowacyjnej ,,z wyzszej potki”,
tworzacej innowacje bedace nowoscia w skali §wiata.

Nie bedzie przesady w stwierdzeniu, ze jesteSmy obecnie $wiadkami renesansu
statystyki patentow, ktora, po kilku latach pozostawania w cieniu nowej inicjatywy badawczej, jaka
jest statystyka innowacji w ujeciu wedlug zalecen metodycznych zawartych w podregczniku ,,Oslo

Manual™ (w tym w szczegolnosci badan prowadzonych w ramach miedzynarodowego programu

Omawiany podrecznik dostgpny jest rowniez w wersji elektronicznej na stronach internetowych OECD. Wersja elektroniczna ma charakter elastyczny, co oznacza, ze
bedzie w razie potrzeby na biezaco aktualizowana.

Podrgeznik ,,Patent Manual 19947, ktorego petna nazwa brzmi ,,The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and
Technology Indicators” (Pomiary dzialalno$ci naukowo-technicznej: wykorzystanie danych patentowych jako wskaznikow naukowo-technicznych), nie zostat
dotychczas przettumaczony na jezyk polski.

Oslo Manual — migdzynarodowy podrgcznik metodologiczny badan statystycznych innowacji, jego ostatnie trzecie wydanie zwane jest ,,Oslo Manual 2005”
(Proposed guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3" edition 2005).



badawczego Community Innovation Survey, w skrocie CIS, realizowanego od kilku lat pod egida
Komisji Europejskiej w krajach UE 1 EFTA), staje si¢ aktualnie jednym z glownych narzedzi
stosowanych w zaawansowanych analizach zjawiska innowacyjnosci. Wzrost znaczenia statystyki
patentow jest reakcja na wzmagajaca si¢ w ostatnim czasie praktycznie na calym $wiecie
dziatalno$¢ wynalazcza 1 systematyczne zwigkszanie si¢ liczby wynalazkow zglaszanych do
opatentowania”.

Stosujac dane i wskazniki z zakresu statystyki patentow na potrzeby analiz
innowacyjnosci nalezy pamigta¢ o roznicach pomigdzy pojeciem wynalazek stanowiacym
przedmiot badan statystyki patentdéw 1 pojeciem innowacja wedlug metodologii Oslo, czyli
migdzynarodowej metodologii standardowej badan statystycznych dziatalno$ci innowacyjnej
oméwionej we wspomnianym wyzej ,,Podrgczniku Oslo”. Po pierwsze, innowacja wedtug
metodologii Oslo oznacza rozwiazanie, ktére zostalo wdrozone do praktyki gospodarczej, co w
przypadku rozwiazan opatentowanych nie zawsze ma miejsce. Po drugie, pojecie innowacja wedlug
metodologii Oslo obejmuje wszystkie stopnie nowosci, a wigce nie tylko nowosci w skali §wiata, jak
ma to miejsce w przypadku wynalazkéw, ale takze nowosci w skali kraju, rynku i przedsigbiorstwa.

Podrecznik ,,OECD Patent Statistics Manual”, podobnie jak 1 koncepcja bazy
PATSTAT, przygotowane zostaly pod auspicjami miedzynarodowego zespotu zadaniowego
International Patent Statistics Task Force dziatajacego od kilku lat z inspiracji OECD, a konkretnie
Grupy Ekspertow OECD ds. Wskaznikow Naukowo-Technicznych (National Experts on Science
and Technology Indicators, w skrocie NESTI). W pracach tego zespotu, poza OECD, udziat biora:
Japonski Urzad Patentowy (Japan Patent Office - JPO), Urzad Patentowy Stanow Zjednoczonych
(United States Patent and Trademark Office — USPTO), Swiatowa Organizacja Wlasnosci
Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation - WIPO), Narodowa Fundacja Nauki
Stanow Zjednoczonych (National Science Foundation — NSF), Komisja Europejska (Eurostat) oraz
Europejski Urzad Patentowy (European Patent Olffice - EPO).

Podrecznik ,,OECD Patent Statistics Manual”, przygotowany pod kierunkiem
Dominique'a Guelleca z Sekretariatu OECD?, sklada si¢ z o$miu rozdziatéw i stowniczka, w ktérym
zamieszczone zostaty definicje ok. 40 poje¢ z =zakresu problematyki ochrony wtasnosci
przemystowe;j.

W pierwszym rozdziale przedstawiono cele, ktorym ma stuzy¢ podrgcznik i oméwiono
w og6lnym zarysie jego zakres tematyczny (Objectives and scope of the Manual).

Omawiany podrgcznik przeznaczony jest dla statystykow opracowywujacych dane z

zakresu statystyki patentow w urzedach statystycznych, ministerstwach 1 innych instytucjach

4 Wedhug danych Swiatowej Organizacji Whasnosci Intelektualnej (WIPO) w okresie od 1995 r. éredni roczny wzrost liczby wynalazkow

zglaszanych do opatentowania na $wiecie ksztattuje si¢ na poziomie blisko 5 %.
Prace prowadzone byly w Dyrektoriacie ds. Nauki, Techniki i Przemystu (Directorate for Science, Technology and Industry, w skrocie DSTI).



zajmujacych si¢ funkcjonowaniem systemow nauki i techniki oraz dla odbiorcow tych danych, a
takze dla uzytkownikéw patentowych baz danych prowadzacych prace analityczne majace na celu
badanie kierunku i dynamiki zmian technologicznych na réznych poziomach — krajowym,
regionalnym 1 w przedsigbiorstwach.

Podrecznik dostarcza wiedzy niezbednej do opracowywania wskaznikow z dziedziny
statystyki patentow oraz przedstawia standardy metodologiczne z tego zakresu uzgodnione
dotychczas przez ekspertow na forum migdzynarodowym.

W przypadkach, w ktérych taka zgoda na forum migdzynarodowym nie zostata jeszcze
dotychczas osiagnig¢ta, omawiany podrgcznik opisuje rozne rozwazane przez ekspertow warianty i
potencjalnie mozliwe do zastosowania rozwiazania metodologiczne przedstawiajac ich stabe i
mocne punkty. Dotyczy to w szczegdlnosci tematyki poruszanej w trzech koncowych rozdziatach
(6,718).

Statystyka patentow liczy sobie juz kilkadziesiat lat. Jako jeden z pierwszych zbierat i
analizowal dane z tego zakresu laureat nagrody Nobla, twérca pojecia dochodu narodowego —
Simon S. Kuznets’. Z dziel pozniejszych na rozwoj statystyki patentow wplyw wywarly w
szczegolnosci prace Jakoba Schmooklera oraz Zviego Grilichesa’.

Wazna data w historii statystyki patentow jest rok 1985, gdy OECD zorganizowata
konferencj¢ na temat nowych wskaznikéw naukowo-technicznych (Conference on new S&T
indicators), podczas ktorej wiele miejsca poswigcono statystyce patentdow jako istotnemu
elementowi systemu informacji na temat funkcjonowania systemow innowacji. Od tego mniej
wigcej czasu dane z zakresu statystyki patentow staty si¢ nieodzownym elementem opracowan,
publikacji i raportow dotyczacych szeroko rozumianej problematyki innowacyjnosci. Obecnie
wydawane sa rowniez publikacje specjalistyczne poswigcone wylacznie statystyce patentow,
ktorych jednym z przykladow jest ,,Compendium of Patent Statistics”, czyli ,,Kompendium
statystyki patentoéw” wydawane corocznie od kilku lat przez OECD.

Statystyka patentow jest przyktadem zastosowania danych administracyjnych na
potrzeby analiz dotyczacych funkcjonowania systemow nauki i techniki. Jest to jeden z jej atutow —
postuguje si¢ ona danymi zbieranymi przez urzedy patentowe w ramach ich statutowej dziatalnosci
1 wykorzystuje bazy danych tworzone 1 administrowane przez te urzedy na potrzeby zwiazane z ich
dziatalnoscia (ktorej jednym z elementéw jest rozpowszechnianie informacji). Wykorzystanie
danych z baz urzedow patentowych dla celow statystycznych wymaga, co prawda, pewnych

naktadow, jednak generalnie rzecz biorac sa to dane dos¢ tatwo dostepne, po stosunkowo niskim

5 wigsor. opublikowane zostato opracowanie Kuznetsa pt. ,,Statystyka patentow” (,,dppendix. The Statistics of Patents”).

Prace wymienionych autoréw z zakresu statystyki patentow znalez¢ mozna w dziele zbiorowym ,,The Economics Of Patents” wydanym w 2006 r. pod
redakcja Johna Cantwella przez wydawnictwo Edward Elgar Publishing. Zamieszczone jest tam m. in. uznane dzi§ za klasyczne opracowanie Z. Grilichesa z 1990 r.
zatytutowane ,,Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey” (Dane statystyczne dotyczace patentow jako wskazniki ekonomiczne), opublikowane po raz pierwszy w
Journal of Economic Literature (1990, 28, 1661-1707).



koszcie 1 w dlugich szeregach czasowych.

Informacja patentowa, czyli informacja znajdujaca si¢ w dokumentacji patentowej i
zwiazanych z nig bazach danych, to najwigksze na $wiecie i zarazem najbardziej aktualne zrédto
informacji technicznej. Oprdécz informacji technicznych obejmuje ona réwniez informacje o
charakterze prawnym i biznesowym.

W dokumentach patentowych znajduja si¢ w szczegdlnosci informacje takie jak: daty
zgloszen wynalazkéw do ochrony (w urzedach krajowych, EPO, WIPO®) i daty udzielenia
patentow, nazwiska/nazwy osob/instytucji zglaszajacych wynalazki do ochrony i nazwiska
wynalazcoéw, daty publikacji zgloszen, symbole Migdzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP)
oraz jej narodowych i regionalnych odpowiednikéw (o ile takie istnieja — vide infra), symbole
klasyfikacji specjalistycznych (np. Nanotech Classifications’), rysunki, opisy, zastrzezenia oraz
streszczenia 1 odniesienia (cytaty) do dokumentacji zwiazanej z innymi wczesniej zgltoszonymi
wynalazkami i do literatury niepatentowej'’ przedstawiajace tzw. stan techniki (prior arf), a takze
informacje dotyczace licencji udzielonych na poszczegdlne patenty.

Dane zawarte w dokumentach patentowych wykorzystywane sa m. in. w celu
dokonywania nastgpujacych badan i analiz:

e monitorowania aktywnos$ci i efektywnos$ci technologicznej przedsigbiorstw, regionow i
krajow w celu identyfikowania stabych i mocnych punktéw w narodowych i regionalnych
systemach innowacji;

e monitorowania rozwoju nowych technologii, takich jak biotechnologia czy nanotechnologia
(wskazniki oparte na danych dotyczacych patentow sa czasami jedynym zrodtem wiedzy na
ten temat), a takze identyfikowania przedsigbiorstw aktywnych w tych dziedzinach i
opracowywania map tzw. klastrow technologicznych;

e badania geografii wynalazczo$ci w ujgciu regionalnym;

e oceny ekonomicznej wartosci wynalazkow;

e Dbadania globalizacji dziatalnosci B+R;

e badania roli szkét wyzszych w rozwoju technologicznym (w ostatnim czasie w coraz to
wigkszej liczbie krajow dane z zakresu statystyki patentow wykorzystywane sa przez
ministerstwa 1 agencje finansujace badania do oceny efektywnoS$ci dziatalno$ci instytucji
akademickich i pojedynczych badaczy);

e ,Sledzenia” karier indywidualnych wynalazcéw, ich mobilnosci (pomigdzy instytucjami i

8 WIPO — World Intellectual Property Organization (Swiatowa Organizacja Wiasnosci Intelektualnej) z siedziba w

Genewie, znana takze pod francuskim skrétem OMPI, jest wyspecjalizowana agenda ONZ.
?  Klasyfikacja Nanotechnologii.
10

Non-patent literature, w skrocie NPL.



krajami) 1 powstawania sieci wynalazcoOw (,,kto z kim patentuje” - we wspodtczesnym
swiecie wynalazki sa w coraz wigkszym stopniu efektem zbiorowego wysitku zespotow
badaczy);

e badania strategii patentowych przedsigbiorstw.

W ciagu ostatnich kilku lat powstala i szybko si¢ rozwija nowa dziedzina badan
akademickich opierajaca si¢ na wykorzystaniu danych zawartych w dokumentacji patentowe;j.

Problematyka informacji patentowej i mozliwosci jej wykorzystania na potrzeby analiz
funkcjonowania systemow nauki i techniki oméwiona zostala w rozdziale 2 podrecznika
zatytulowanym ,,Dane patentowe jako wskazniki statystyczne z zakresu nauki i techniki” (Patents
as statistical indicators of science and technology). W rozdziale tym przedstawiono prawne i
ekonomiczne podstawy systemow ochrony wynalazkow oraz omodwiono pojecia, ktorych
znajomo$¢ jest niezbedna w przypadku stosowania danych pochodzacych z dokumentacji
patentowej do budowania wskaznikow z zakresu statystyki nauki i techniki.

Patenty sa instrumentami prawnymi stosowanymi do ochrony wynalazkoéw w zamian
za ujawnienie informacji, ktérych znaczna czg¢§¢ ma potencjalnie wielka przydatnos¢ z punktu
widzenia statystyki nauki i techniki.

Istniejace systemy patentowe ro6znia si¢ migdzy soba pod wieloma wzgledami, lecz w
przypadku panstw cztonkowskich Swiatowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, w
skrécie WTO) musza spetnia¢ kilka podstawowych warunkéow o charakterze standardow
migdzynarodowych ustalonych w Porozumieniu ws. Handlowych Aspektow Praw Wtlasnosci
Intelektualnej (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, w skrocie TRIPS), zawartym
w 1994 r. i1 stanowiacym zatacznik do porozumienia w sprawie utworzenia WTO (tzw. Runda
Urugwajska). Te podstawowe wymagania, ktére musza spetnia¢ systemy ochrony prawnej
wynalazkow w krajach czltonkowskich WTO obejmuja w szczeg6lnosci warunki takie jak
zapewnienie mozliwo$ci ochrony prawnej wynalazkéw we wszystkich dziedzinach techniki przez
okres dwudziestu lat oraz ograniczenie licencji przymusowych (obowiazkowych).

Informacja patentowa jest dostgpna statystykom za posrednictwem baz danych
patentowych (patent databases). Bazy danych patentowych rozwijane sa przez urzgdy patentowe na
ich wewnetrzne potrzeby juz od dawna. Zawieraja one informacje wykorzystywane przede
wszystkim do oceny tzw. stanu techniki. W ostatnim dziesig¢cioleciu, dzigki rozwojowi technik
informatycznych, nastapil bardzo szybki rozwdj zaawansowanych baz danych zawierajacych
oprécz danych patentowych roéwniez inne dodatkowe informacje, takie jak np. dane na temat
przedsigbiorstw zglaszajacych wynalazki do ochrony (rodzaj dziatalnosci, lokalizacja, itd.). Bazy
takie tworzone sa nie tylko przez urzedy patentowe, ale takze coraz czgsciej przez inne instytucje, w

tym takze prywatne. Przykltadem bazy danych patentowych stosowanej szeroko na potrzeby



przygotowywania statystyk i prowadzenia badan naukowych jest baza ,,NBER US Patent and
Citation Database” opracowana pod egida National Bureau of Economic Research''. Baza ta
zawiera informacje na temat ok. 3 mln patentow udzielonych przez USPTO w latach 1963 — 1999.
Dane z dokumentow patentowych Japonskiego Urzedu Patentowego dostgpne sa za posrednictwem
bazy danych administrowanej przez Instytut Wtasnosci Intelektualnej (nazwa angielska - Institute of
Intellectual Property, w skrocie IIP).

Na szczegolna uwage zasluguje wspomniana juz baza danych PATSTAT, ktorej petna
nazwa brzmi ,,EPO Worldwide Patent Statistical Database” (WWPD PATSTAT). Baza
PATSTAT, bedaca spadkobierczynia i kontynuatorka bazy danych ,,OECD's Patent Statistics
Database”, w zamyS$le swoich tworcow, czyli czlonkéw wspomnianego wyzej zespotu
zadaniowego International Patent Statistics Task Force, pelni¢ ma rolg gtdownej $wiatowej bazy
surowych danych patentowych, w oparciu o ktore uzytkownicy (subskrybenci) moga sami
opracowywac potrzebne im wskazniki. Zawiera ona dane praktycznie ze wszystkich krajow $wiata.
Baza PATSTAT jest administrowana, aktualizowana i dystrybuowana przez Europejski Urzad
Patentowylz.

Analizujac dane z zakresu statystyki patentow pamigtac trzeba o putapkach, ktére moga
spowodowac¢ btedy w interpretowaniu tych danych. Dwie najwazniejsze sposrdd tych putapek to
braki w wiedzy na temat systemow patentowych i zachodzacych w nich zmian oraz tzw. artefakty,
czyli znieksztatcenia danych spowodowane przez stosowane narz¢dzia badawcze (takim artefaktem
moze by¢ na przyktad r6zna pisownia tych samych nazwisk w réznych bazach danych). Pamigta¢
takze nalezy, ze potoczne wyobrazenie, iz jeden wynalazek daje w wyniku zgloszenia do ochrony
jeden patent (wynalazek — patent) jest aktualnie archaiczna, nie przystajaca juz do rzeczywisto$ci
iluzja. W obecnym stanie rzeczy adekwatna do rzeczywistosci jest bardziej ztozona relacja, ktéra
mozna w uproszczeniu opisac jako ,,wynalazek — portfolio patentow”.

Przygotowywanie i analizowanie danych z zakresu statystyki patentow jest praktycznie
niemozliwe bez gruntownej wiedzy na temat zasad funkcjonowania systemow ochrony wtasnosci
przemystowej we wspodtczesnym $wiecie. Problematyce tej poswigcony jest rozdziat 3 omawianego
podrecznika zatytulowany ,,Systemy 1 procedury patentowe” (Patent systems and procedures), w
ktorym omodwione zostaly funkcjonujace aktualnie na §wiecie systemy 1 procedury patentowe, ze
szczegblnym uwzglednieniem procedur stosowanych w trzech najwazniejszych urzedach

patentowych $wiata, a mianowicie w Urzgdzie Patentowym Standw Zjednoczonych, Japonskim

i National Bureau of Economic Research, Inc. (w skrocie NBER) to liczaca blisko 90 lat renomowana instytucja

badawcza w Stanach Zjednoczonych. Zwiazana z nia byta ponad potowa sposréd 31 noblistoéw w dziedzinie ekonomii wywodzacych
si¢ ze Stanow Zjednoczonych, a status badacza tej organizacji ma obecnie ponad 600 naukowcoéw, w tym tacy czolowi
przedstawiciele wspolczesnej ekonomii jak Ben Bernanke, Olivier Blanchard czy Paul Krugman.

12 . . S . L L
Baza PATSTAT jest publikowana (aktualizowana) dwa razy do roku (edycja wiosenna w potowie kwietnia i edycja jesienna w

potowie pazdziernika) na nos$niku skfadajacym sig z zestawu ptyt DVD. Pierwsza edycja bazy PATSTAT miata miejsce w kwietniu 2006 r.



Urzgdzie Patentowym i1 w Europejskim Urzedzie Patentowym oraz procedury migdzynarodowej
funkcjonujacej w ramach Uktadu o Wspodlpracy Patentowej (Patent Co-operation Treaty, w skrocie

PCT).

do urzedu patentowego, ktory udzieli patent lub wniosek odrzuci - po sprawdzeniu czy wynalazek
spetnia kryteria ustalone odpowiednimi przepisami prawnymi. Aktualnie wynalazca ma do wyboru
trzy alternatywne drogi ubiegania si¢ o ochrong prawna swojego wynalazku, a mianowicie:

o droge krajowa (national route), czyli zgloszenie wynalazku w swoim krajowym urzedzie
patentowym; pierwsze w $wiecie zgloszenie danego wynalazku do ochrony patentowe;j
okreslane jest jako zgloszenie patentowe z moca pierwszenstwa (priority application), a data
tego zgloszenia okreslana jest jako data pierwszenstwa (priority date); po uptywie na ogot
18 miesigcy od momentu ztozenia wniosku ma miejsce publikacja, czyli udostgpnienie
treSci dokumentu patentowego do publicznego wgladu; w zaleznosci od urzedu od
zgloszenia wniosku do udzielenia patentu uptywa mniej wigcej od dwoch do o$miu, czasem
do dziesigciu lat (w USPTO przecigtny czas oczekiwania na patent wynosi trzy lata);

o droge miedzynarodowa (international route) — od 1883 r., czyli od czasu zharmonizowania
procedur w ramach Konwencji Paryskiej o Ochronie Wtasnosci Przemystowej (Paris
Convention for the Protection of Industrial Property), zgtaszajacy, ktorzy chca chronié
swoje wynalazki w wigcej niz jednym kraju moga w ciagu 12 miesigcy od daty
pierwszenstwa zglosi¢ wynalazek do ochrony w innych krajach bedacych cztonkami
Zwiazku (w 2006 r. liczba sygnatariuszy Konwencji obejmowata ok. 170 krajéw), co jesli
uczynia, w kazdym z krajow, w ktorych poprosza o ochrong, obowiazywaé bedzie
wspomniana wyzej data pierwszenstwa; od czasu zawarcia w latach siedemdziesiatych
Uktadu o Wspoétpracy Patentowej (Patent Co-operation Treaty, w skrocie PCT), nad ktérym
nadzor administracyjny sprawuje Swiatowa Organizacja Wlasnosci Intelektualnej,
wynalazcy maja mozliwo$¢ uzyskania ochrony w wigcej niz jednym kraju w sposob
uproszczony, za pomoca jednego zgloszenia, z maksymalnym przesunigciem w czasie
procedur krajowych i regionalnych, co przyczynia si¢ do zmniejszenia kosztow (jest to tzw.
procedura PCT bedaca aktualnie najbardziej popularna droga wsrod wynalazcow cheacych
chroni¢ swoje wynalazki na rynkach $§wiatowych, poza granicami swoich krajow);

o drogg regionalna (regional route) — polegajaca na mozliwosci uzyskania ochrony wynalazku
w wiecej niz jednym kraju za pomoca jednego zgloszenia do tzw. regionalnego urzedu
patentowego utworzonego w wyniku porozumienia panstw w danym regionie $wiata;

aktualnie istnieja w $wiecie cztery urzedy regionalne, jednym z nich jest Europejski Urzad



Patentowy'” (EPO nie jest urzedem patentowym UE); patenty udzielone przez EPO maja
moc prawng we wszystkich krajach bedacych sygnatariuszami Europejskiej Konwencji
Patentowej (w 2007 r. bylo ich 32); tzw. walidacja patentu w kraju, ktory przystapit do
Konwencji wymaga przettumaczenia opisu patentowego na jezyk tego kraju oraz uiszczenia
obowiazujacych w nim optat zwiazanych z ochrona wynalazkow.

Ztozono$¢ istniejacych aktualnie w $wiecie procedur patentowych (np. dwufazowosé
procedury PCT obejmujacej fazy: miedzynarodowa i narodowa) stwarza statystykom powazne
trudnosci, ktorych przezwycigzenie wymaga sporo wiedzy i wysitku.

Niezwykle wazny z punktu widzenia praktyki statystycznej jest rozdziat 4
omawianego podrecznika zatytutowany ,,Podstawowe kryteria opracowywania wskaznikdéw
opartych na danych patentowych” (Basic criteria for compiling patent-based indicators), w ktérym
omoOwiono zalecenia metodologiczne dotyczace opracowywania wskaznikow z zakresu statystyki
patentow zaaprobowane dotychczas przez ekspertow na forum migedzynarodowym.

Podstawowa zasada ogdlna, na ktora zwracaja uwage autorzy omawianego podrecznika,
zaklada, Ze nie powinno si¢ poréwnywac wskaznikéw opartych na danych pochodzacych z réznych
urzedow patentowych, przede wszystkim ze wzgledu na wciaz istniejace pomigdzy nimi, pomimo
prob harmonizacji, rdznice proceduralne - prawne i administracyjne. Przyktadami krajow, ktorych
dane dotyczace liczby wynalazkéw zgloszonych do ochrony na ich terytorium przez rezydentow
(resident patent applications) sa w szczegolny sposob nieporownywalne z analogicznymi danymi
dotyczacymi innych krajow sa Japonia i1 Republika Korei Potudniowej. Powodem tej
nieporownywalnosci jest fakt, ze w przypadku Japonii wciaz jeszcze bywa stosowana,
przewazajaca do potowy lat siedemdziesiatych, tzw. zasada jednego zastrzezenia (one claim rule)
oznaczajaca, ze poszczegllne zastrzezenia, czyli, jesli mozna tak powiedzie¢, czgsci skladowe
wynalazkéw moga by¢ chronione za pomoca oddzielnych patentéw, co w sposdb sztuczny
zwigksza liczbe wynalazkow w poréwnaniu z liczbami wynalazkéw zgtoszonych przez rezydentow
w krajach, w ktorych zasada taka nie jest stosowana. Innym powodem nieporownywalnosci jest
istnienie w niektorych krajach alternatywnych w stosunku do patentéw mozliwosci ochrony
nowych rozwiazan za pomoca wzorow uzytkowych (utility models), zwanych takze czasem matymi
patentami'* (petty patents). W krajach, w ktorych taka mozliwos¢ istnieje, np. w Polsce, liczby
wynalazkéw zglaszanych do opatentowania sa na ogét nizsze niz w krajach, w ktorych tej
mozliwo$ci nie ma. Ponadto istnieje jeszcze zjawisko okreslane w literaturze migdzynarodowe;j jako

home advantage oznaczajace przewage z powodu patentowania we wlasnym kraju. Warto rowniez

Pozostate urzedy regionalne to: African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO — urzad regionalny dla afrykanskich krajow
angielskojezycznych), Afiican Intellectual Property Organization (AIPO/OAPI — wurzad regionalny dla afrykanskich krajow
francuskojgzycznych) oraz Eurasian Patent Organization (EAPO) pehiaca rolg urzedu regionalnego dla Rosji i 8 bytych republik radzieckich.

Wzér uzytkowy daje ,,stabsza”, ale tez tatwiejsza do uzyskania ochrong.



doda¢, ze na to, jakie rozwigzania sa patentowane w danym kraju wptyw maja nie tylko czynniki
techniczne, lecz rowniez czynniki innej natury, w tym zwlaszcza prawnej i proceduralne;.

Wspomniane wyzej zalecenia o charakterze migdzynarodowego standardu oméwione w
rozdziale 4 podrecznika ,,OECD Patent Statistics Manual” dotycza w szczeg6élnosci zagadnien
takich jak data odniesienia (reference date) oraz kraj odniesienia (reference country), w tym sposob
naliczania wynalazkow opracowanych przez zespoly wynalazcow pochodzacych z réznych krajow
(multiple inventors from different countries).

Jednym z najwazniejszych problemoéw statystyki patentow jest ustalenie, w oparciu o
jaka date nalezy przygotowywac dane statystyczne. W dokumentacji patentowej znalez¢ bowiem
mozna wiele dat. Na przyktad w dokumentacji patentowej EPO znajduja si¢ nastepujace daty:

e data pierwszenstwa (priority date),

e data zgloszenia wynalazku do ochrony w EPO (application date),

e data publikacji zgloszenia (publication of application) — jest to data pierwszej
(najwczesniejszej) publikacji wynalazku pokazujaca kiedy zostat on ujawniony publicznie,

e data ostatniej publikacji (latest publication) — jest to data wniesienia poprawek w
dokumentacji zwiazana gtownie z problemami o charakterze proceduralnym i1 w wigkszosci
przypadkow nie majaca kontekstu technicznego oraz

e data udzielenia patentu (date of grant).

Data rekomendowana na potrzeby statystyki nauki i techniki jest data pierwszenstwa,
czyli data pierwszego zgloszenia danego wynalazku do ochrony prawnej gdziekolwiek na $wiecie,
na ogot jest to urzad patentowy kraju, w ktorym zgtaszajacy wynalazek do ochrony jest rezydentem
(jest to tzw. prawdziwe pierwszenstwo, ,.true” priority, czyli pierwszenstwo zgodne z Konwencja
Paryska), ale obecnie mozliwe jest rowniez zglaszanie wynalazku po raz pierwszy do ochrony od
razu w EPO (bezposrednio lub w ramach procedury EURO-PCT) lub w WIPO (w ramach
procedury PCT). Glowna zaleta daty pierwszenstwa jako podstawy przygotowywania danych
statystycznych jest fakt, iz data ta jest najbardziej zblizona w czasie do momentu dokonania
wynalazku — przygotowane w oparciu o t¢ dat¢ dane w najlepszy wigc sposob obrazuja wpltyw
prowadzonej przez wiadze polityki na efektywno$¢ dziatalnosci wynalazczej.

Glowna zaleta ostatniej z wymienionych wyzej dat, czyli daty udzielenia patentu, jako
podstawy liczenia wskaznikow jest szybka dostgpno$¢ danych, natomiast wady to zaleznos¢ od
stosowanych procedur (taktyki proceduralnej) oraz od wydolnosci (efektywnos$ci dziatania)
urzedow patentowych.

Jesli chodzi o tzw. kraj referencyjny (kraj odniesienia), w dokumentacji patentowe]

zawarte sa informacje dotyczace w szczegdlno$ci: kraju wynalazey (inventor's country), kraju



jednostki (instytucji/osoby) zglaszajacej wynalazek do ochrony prawnej (applicant's country™) oraz
tzw. kraju pierwszenstwa (priority country), czyli kraju, w ktérym dany wynalazek zostal po raz
pierwszy w $wiecie zgloszony do ochrony.

Przyjeto jako migdzynarodowe zalecenie metodologiczne, Ze statystyki powinny by¢
przygotowywane w oparciu o informacje dotyczace kraju wynalazcy jako kraju odniesienia.

W przypadku wynalazkoéw opracowanych przez zespét wynalazcéw z roznych krajow,
co ostatnio do$¢ czgsto si¢ zdarza jako rezultat zwigkszajacego si¢ systematycznie zasiggu
wspotpracy migdzynarodowej i globalizacji dziatalnosci wynalazczej przyjeto, jako oficjalna
mig¢dzynarodowa rekomendacje, zalecenie zastosowania metody okreslanej jako ,liczenie
utamkowe” (fractional count) w celu uniknigcia wielokrotnego naliczania wspomnianych
wynalazkéw podczas obliczania danych zagregowanych odnoszacych si¢ do calego $wiata badz
poszczegbdlnych kontynentow czy grup krajow. Liczenie ulamkowe powinno by¢ rowniez
stosowane w przypadku wynalazkéw zaliczonych do wigcej niz jednej klasy MKP.

W celu przezwycigzenia stabych punktow statystyki patentéw wynikajacych z niepetnej
porownywalnosci danych pochodzacych z roéznych urzedow patentowych eksperci OECD
zaproponowali wskaznik zwany Triadic patent family, co mozna po polsku przettumaczy¢ jako
triadyczna rodzina patentow'®. Triadyczna rodzina patentéw dotyczy wynalazku, ktéry zostat
zgloszony do ochrony w EPO i JPO oraz uzyskat patent w USPTO'’. Staba strona tego wskaznika
jest dtugi czas oczekiwania na dane. Niektorzy eksperci preferuja wskazniki dotyczace wynalazkoéw
zgtaszanych w ramach procedury PCT, uwazajac, ze sa one znacznie lepszym, niz koncepcja
rodzin triadycznych, narz¢dziem dla porownan efektywnosci wynalazczej krajow. Wskazniki te
posiadaja jednak rowniez swoje stabe strony wynikajace z dwufazowosci procedury PCT.

Rozdziat 5 , Klasyfikowanie patentow wedtug réznych kryteriow” (Classifying patents
by different criteria) przedstawia klasyfikacje stosowane w dokumentacji patentowej i w statystyce
patentow 1 kryteria analizowania danych dotyczacych patentow w réznych przekrojach, takich jak:
dziedziny techniki, rodzaje dzialalnosci, sektory instytucjonalne, regiony czy wreszcie
przedsigbiorstwa i indywidualni wynalazcy.

Podstawowa klasyfikacja patentowa jest International Patent Classification (IPC), czyli
Migdzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP), powstala w wyniku tzw. Porozumienia
Sztrasburskiego (Strasbourg Agreement) z 1971 r. MKP to bardzo skomplikowany hierarchiczny

system klasyfikacyjny uzywany w odniesieniu do patentoéw i wzoréw uzytkowych. Stosowana jest

15 Warto doda¢, ze w terminologii stosowanej przez Urzad Patentowy Standéw Zjednoczonych (USPTO)

osoba fizyczna lub prawna zglaszajaca wynalazek do opatentowania okreslana jest jako ,,assignee”.

16 Mianem Triady okreslono najbardziej gospodarczo rozwinigta czes¢ S$wiata obejmujaca Stany
Zjednoczone, Japoni¢ i Uni¢ Europejska.

v Uwzglednianie udzielonych patentdow, a nie zgloszen wynika z faktu, ze do 2001 r. w USPTO
publikowane byly tylko dane dotyczace udzielonych patentow.



ona aktualnie w ponad 100 krajach $wiata w dokumentacji patentowej w celu klasyfikowania
wynalazkéw do tzw. dziedzin techniki (technical field). W 2006 r. ukazata si¢ 8. edycja tej
klasyfikacji.

Niektore urzedy patentowe na $wiecie posiadaja swoje wlasne klasyfikacje patentowe
bedace na ogdt zmodyfikowanymi wersjami klasyfikacji IPC. Warto tu zwrdci¢ uwage zwlaszcza
na klasyfikacj¢ ECLA (European Classification System — Europejski System Klasyfikacyjny)
stosowana przez Europejski Urzad Patentowy czy klasyfikacje USPC stosowana przez Urzad
Patentowy Standéw Zjednoczonych (US Patent Classification — Klasyfikacja Patentowa Stanow
Zjednoczonych). Klasyfikacja ECLA, ktora jest rozszerzona wersja klasyfikacji IPC, zawiera ok.
140 tys. kategorii, podczas gdy klasyfikacja IPC zawiera ok. 70 tys. kategorii. Klasyfikacja USPC
jest jeszcze bardziej rozbudowana.

W oparciu o kategorie klasyfikacji MKP eksperci OECD opracowali definicje nowych
dziedzin 1 sektorow, takich jak: sektor ICT, biotechnologia, technologie zwiazane z przestrzenia
kosmiczna, technologie zwiazane z ochrona $rodowiska, nanotechnologia czy ogniwa paliwowe.
Jedna z przyczyn obserwowanego w ostatnich kilkunastu latach na $wiecie wzrostu liczby
wynalazkow zglaszanych do opatentowania jest nasilajace sig, szczegdlnie poczawszy od konca lat
dziewieédziesiatych, patentowanie w wymienionych nowych dziedzinach techniki'®.

Rozdzial 6 ,,Zastosowanie i analiza cytatow w patentach” (The use and analysis of
citations in patents) poswigcony jest cytatom — ich znaczeniu i mozliwosciom oraz warunkom ich
wykorzystania do opracowywania wskaznikow z zakresu statystyki nauki i techniki.

Cytaty, zwane takze po polsku odnosnikami (do innych publikacji) lub powotaniami
(powotanie si¢ na inne publikacje), sa to, ogélnie rzecz biorac, odniesienia zawarte w
sprawozdaniach z poszukiwan wykorzystywane do oceny zdolno$ci patentowej wynalazku i
ustalenia relacji zastrzezen zawartych we wniosku patentowym do tzw. stanu techniki. Odnos$niki
reprezentuja dotychczasowy stan techniki, ale takze ramy (granice) prawne ustalajace warunki
patentowania danego zastrzezenia.

Istnieja dwa rodzaje cytatow, a mianowicie odniesienia do dokumentdéw patentowych,
czyli technologii opisanej w dokumentach patentowych opublikowanych kiedykolwiek
gdziekolwiek na $wiecie, co jest okreslane ogdlnym mianem literatury patentowej, oraz odniesienia
do tzw. literatury niepatentowej, czyli artykutow 1 ksiazek naukowych, w tym podrgcznikow,
dokumentow konferencyjnych, baz danych itp.

Powotania stwarzaja statystykom 1 badaczom potencjalnie wielkie mozliwosci

analityczne. W literaturze poswigconej szeroko rozumianej problematyce innowacyjnosci

18 Warto wszakze nadmieni¢, ze w ostatnich latach obserwowany jest spadek liczby opatentowanych

wynalazkéw w dziedzinie biotechnologii, co spowodowane jest w znacznej mierze zaostrzeniem kryteriow udzielania
patentdw na materiat genetyczny przez urzgdy patentowe.



wykorzystywane sa one w coraz szerszym zakresie do pomiaréw: przeptywow wiedzy (knowledge
flows) 1 tzw. knowledge spillovers, czyli wptywu nowej wiedzy na dziatalno$¢ jednostek
niezaangazowanych bezposrednio w jej tworzenie, jako$ci patentow oraz strategii dziatania
przedsigbiorstw. Przyktadem miary mig¢dzynarodowych przeplywow wiedzy moze by¢ liczba
odno$nikow do dokumentéw patentowych dotyczacych wynalazkow opracowanych w innych
krajach.

Autorzy omawianego podrgcznika podkreslaja, ze ze wzgledu na réznice w praktyce
dokonywania powotan stosowanej w roznych urzedach, wskazniki oparte na cytatach nie sa w petni
porownywalne. Badacze i analitycy postugujacy si¢ wskaznikami opartymi na powotaniach
powinni mie¢ petna §wiadomos$¢ ich stabych stron. W szczegolnos$ci autorzy podrecznika zwracaja
uwage na réznice w filozofii podej$cia do cytatow istniejace miedzy EPO 1 USPTO, co obniza
porownywalno$¢ wskaznikow opartych na cytatach wywodzacych si¢ z dokumentacji pochodzace;j
z tych dwoéch urzedoéw. W skrocie rzecz biorac, filozofia EPO okres$lana jest jako minimalistyczna
(co oznacza, ze wedlug tej filozofii celem dobrego raportu z poszukiwan powinno by¢
uwzglednienie wszystkich niezbednych informacji przy jednoczesnym podaniu jak najmniejszej
liczby odnos$nikow), podczas gdy filozofia USPTO okreslana jest jako maksymalistyczna (dziata tu
tzw. obowiazek szczerosci, duty of candour, oznaczajacy konieczno$¢ uwzglednienia w raporcie
maksymalnej liczby odno$nikow).

W rozdziale 7 zatytulowanym ,,Wskazniki internacjonalizacji nauki 1 techniki”
(Indicators of internationalisation of science and technology) przedstawiono, z jednej strony,
mozliwosci, jakie bogactwo informacji zawartych w dokumentacji patentowej stwarza badaczom
zajmujacym si¢ analizowaniem geograficznej struktury wynalazczo$ci (geographical organisation
of inventions) 1 wspotpracy miedzynarodowej w zakresie dziatalnosci B+R i wynalazczej, a z
drugiej strony stabe punkty wskaznikéw dotyczacych globalizacji dziatalnosci B+R opartych na
danych pochodzacych z dokumentacji patentowej wynikajace przede wszystkim ze ztozonej i nie
dajacej si¢ do konca w oparciu o t¢ dokumentacj¢ rozszyfrowaé struktury wlasnosciowej
przedsigbiorstw wielonarodowych. Pewnym remedium moze by¢ w tej sytuacji uzupelnianie
danych pochodzacych z dokumentacji patentowej danymi dotyczacymi firm wielonarodowych
pochodzacymi z innych zrodet. Formuly wskaznikow dotyczacych miedzynarodowej dyspersji
patentow omowionych w rozdziale 7 podrgcznika wykorzystane moga by¢ rowniez do
opracowywania wskaznikow stuzacych do analiz regionalnej dyspersji patentow.

Rozdziat 8 ,,Wskazniki wartosci patentow” (Indicators of patent value) dotyczy bardzo
waznego, lecz zarazem niezwykle trudnego tematu, jakim jest ocena warto$ci patentow.

W ramach prowadzonych aktualnie prac nad rozwojem statystyki gospodarki opartej na

wiedzy wskazniki z zakresu statystyki patentow zyskuja systematycznie na znaczeniu, poniewaz sa



traktowane jako miary innowacji o duzym cigzarze gatunkowym. Problem sposobu
odzwierciedlenia za pomoca wskaznikdw statystycznych wagi 1 znaczenia opatentowanych
wynalazkéw jest jednym z najwazniejszych watkow przewijajacych si¢ podczas prowadzonych
aktualnie dyskusji poswigconych rozwojowi statystyki patentow, patentowane sa bowiem, jak
wiadomo, obok rozwiazan o duzym znaczeniu technicznym i gospodarczym, rOwniez rozwiazania
o niezbyt duzej przydatnosci i warto$ci ekonomicznej. Uwzglednianie w statystyce zaréwno
jednych, jak i1 drugich na jednakowych zasadach traktowane jest jako slaby punkt statystyki
patentow. Jedna z dwodch alternatywnych opinii zaktada, ze patenty o niskiej warto$ci nie powinny
by¢ w ogoble w statystykach uwzgledniane.

Ocena wartosci patentéw to bardzo trudne, wciaz jeszcze niestety nie do konica w petni
zadowalajaco - z punktu widzenia wymogow teorii - rozwigzane zagadnienie.

W omawianym podreczniku uwage skupiono przede wszystkim na sposobie oceny
wartosci patentOw polegajacym na wykorzystaniu informacji patentowej zawartej w dokumentach
takich jak publikacje, sprawozdania z badan i poszukiwan, akty sprzeciwu, itd., czyli na jednym
sposréd trzech sposobéw oceny wartosci patentéw dyskutowanych w literaturze przedmiotu'’,
Wsrod wskaznikow, ktore moga stuzy¢ do oceny wartosci patentdéw, omowiono w szczegolnosci
wskazniki dotyczace: wielkosci rodziny patentu (family size), geograficznego zasiggu ochrony,
liczby sprzeciwow (oppositions) i spraw spornych (litigation), kosztOw utrzymania patentu (oplaty
okresowe — renewals fees), liczby odno$nikow okreslanych jako forward patent citations, czyli
powotlan na dany patent w dokumentach patentowych dotyczacych innych wynalazkow, liczby
udzielonych patentow w stosunku do liczby zgloszen, liczby zastrzezen oraz liczby klas
Migdzynarodowej Klasyfikacji Patentowej przypisanych do danego wynalazku.

W stosunkowo krotkiej informacji, jaka jest niniejsze opracowanie, nie sposdb zawrzec¢
1 omowi¢ catego bogactwa tresci podrecznika ,,OECD Patent Statistics Manual”. Dobrze by byto,
by podrecznik ten przettumaczony zostat na jezyk polski. Powinien on sta¢ si¢ obowiazkowa
lektura dla statystykow zajmujacych si¢ statystyka nauki i techniki, jak réwniez dla badaczy,
analitykow 1 decydentéw zajmujacych si¢ problematyka innowacyjnosci i gospodarki opartej na

wiedzy.

19 Dwa pozostate sposoby to specjalne badania ankietowe wlascicieli patentow oraz analizy danych

finansowych dotyczacych np. rynkowej wartosci przedsigbiorstw.



